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摘要(译)

一种用于通过在安装构件上提供可移位传感器来测量预定参数的方法和
设备，使得可移位传感器根据预定参数相对于安装构件改变位置，形式
或长度。循环重复能量波被传输到可移位传感器或通过可移位传感器，
并且接收到的循环重复能量波中的预定基准点被检测并用于连续地改变
所传输的循环重复能量波的频率，使得收到的波是一个整数。频率的变
化用于产生预定参数的测量。描述了几个实施例，其中可移位传感器是
可变形膜，波纹管的端壁，弹簧安装构件，可移位柱塞，以及根据待测
量参数改变其长度的杆。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/df919ec2-f5f5-418a-a031-4f97efde715b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034109228/publication/US2005027206A1?q=US2005027206A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220050027206%22.PGNR.&OS=DN/20050027206&RS=DN/20050027206

